TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOP TEKNiK SARTNAMESi

Taramali elektron mikroskobu biyolojik, metal, seramik ve polimer vb. gibi malzemelerin
incelenmesinde kullanilacaktir. Bu teknik sartname Diisiik vakumlu Masa Ustii Taramali Elektron
Mikroskobu (SEM) sisteminin teknik 6zelliklerini ve ilgili diger hususlari konu alir.

A) MiKROSKOP iCiN TEKNiK OZELLIKLER

1. Sistem, Mikroskop, vakum pompasi, bilgisayar, ekranin oldugu ve enerji dagiliml x-isini
spektrometresi (EDS) algilayicisinin oldugu bir set olacaktir.

2. Sistem, iletken olmayan numunelerin kaplanmadan da incelenebilmesini saglayacak 6zellikte
olmahdir.
3. Sistem, Atmosfer basincindan diisiik vakuma ge¢me islemi 2,5 (iki bucuk) dakika ve yliksek

basinca gecme islemi 3 (i) dakika veya daha az sirmelidir. Bu siire icerisinde cihaz 6l¢clime hazir hale
gelmelidir.

4. Sistemin en kiiglk blyttmesi 10x veya daha diisik ve en bliylk bliylitmesi en az 60.000x
veya daha buyik olmalidir. Buytitme, calisma mesafesine ve/veya gerilim voltajina bagh olarak
otomatik dizeltilmelidir. Bliylltme degerleri dijital blylltme olarak kabul edilmeyecek, gercek
blyliltme degerleri degerlendirilecektir. En bliylik bliyitme 23” Dijital Ekranda en az 180.000X
olacaktir.

5. Sistem, Tungsten Filaman kullanan elektron tabancasina sahip olmalidir. LaB6 veya C86
filamanlar ayni enerji seviyesini uzun siire saglayamadiklarindan kabul edilmeyeceklerdir.

6. Sistem, Yiksek vakumda cihazin garanti edilen ayirim giicti 15 kV’da 5.0nm veya daha disuk
olmalidir.

7. Sistemin, ¢6zUndlrlGgi 15 nm 'den daha kiiglk olacaktir.

8. Sistem, Standart olarak birer adet ikincil elektron gorinti (SEI) dedektori ve en az 3 modlu

geri yanslyan elektron gorintl (BSE) dedektériine, sahip olmahdir.

9. Sistemin Yiiksek vakumdan disiik vakuma veya tersine ge¢me islemi en fazla 2 (iki) dakika
surmelidir.

10. Sistemin gerilim voltaji 3 kademeli olmalidir, Kademeler; 5 kV veya daha dusik, 10kV, 15 kV
veya daha buyuk olmahdir.

11. Sistemde, biyltme, odaklama, kontrast, parlaklik ve astigmatizm otomatik olarak
ayarlanabilir olmalidir. Yaziimda Otomatik olarak ayarlanabilen tiim 6zelliklerin agik oldugu Tam
Otomatik (Full-Auto) modu bulunmalidir.

12. Sisteminde, Ekran (izerinde gorinti dondirme ve X-Y eksenlerinde kaydirma fonksiyonlarinin
pratik bir sekilde manuel ayarlama imkani olmalidir.

13. Sistemin, Numune odasi en az 70mm ¢apinda ve en az 50 mm ylksekliginde veya daha bulylik
numunelerin incelenebilmesine olanak tanimalidir.



14. Sistemin Numune tablasi, 2 eksen (X, Y) de hareket ettirilebilir olmalidir. Numune X yoniinde
en az 35 mm veya daha fazla ve Y yoniinde en az 35 mm veya daha fazla hareket ettirilebilmelidir.

15. Sistemin, asagidaki 6zelliklere sahip Enerji Dagilimh X-Isin Spektrometresi olmalidir.
- Analiz sisteminde Cizgisel, Alan ve haritalama 6zelligi olmahdir.

- EDS sistemi, Bor (B-5)’dan Uranyum (U-92)’a kadar olan elementler i¢in istenilen noktada
analiz yapabilmelidir.

- EDS sistemi en az 10 mm?2’lik efektif alanda analiz yapabilmelidir.

- EDS sistemi en fazla 133 eV’luk enerji degerine sahip olmalidir. Bu enerji degeri ile EDS
performansi ve ¢ozlnurligl daha yiksek olmalidir.

16. Sistemin 1 adet en az 30lt/dak kapasiteli mekanik vakum pompasi ve 1 adet en az 50It/san
kapasiteli turbo molekiiler pompasi olmalidir.

17. Sistemin numune tablasina istenildiginde, dondirme ve tilt yapmaya yarayan atagman
baglama imkani olmalidir.

18. Sisteme istenildiginde elektron mikroskobu ile ayni marka motorize tablasi takilabilir
olmalidir. Bu tabla ile numunenin X-Y hareketi, 1um geri ¢cagirma hassasiyet degeri ile 10 nm'lik
adimlarla hareket ettirilebilen ek bir joystick kontrol {initesi ile motorize olarak yapilabilmelidir.
Kontrol linitesinde numunenin mevcut konumunu gosteren dijitler ve hiz kontrolt bulunmahdir.

19. Sisteme istenildiginde -50 °C / +50°C arasinda Isitma ve sogutma yapabilen numune tablasi
baglama imkani bulunmalidir. Sogutma tablasi, numuneyi +/-1.52C hassasiyetle -50°C ila +50°C
sicaklik degerleri arasinda tutabilmelidir. Sogutma tablasinin i1sitma/sogutma hizi en az 1292C/dakika
olmahdir.

20. Sistem ile birlikte sonuglari istenilen formatta rapor haline getirebilen ve arsivleyen yazilim
olmahdir.

21. Sistem yazilimi ile Goriintl Gzerine yazi yazilabilecek ve bunu depolamak mimkin olmahdir.
22. Sistem yazihmu ile ikincil elektron ve geri yansiyan elektron gériintileri ile arsiv gériintileri

ayni bolinmis ekran tizerinde izlenebilecek ve karsilastirilabilecektir.

23. Sistem yazilimi ile TIFF ve JPEG formatinda bilgi depolama mimkiin olmalidir. Depolanan
bilgi, hard disk, disket ve bunun gibi baska ortamlara tasinabilir olmalidir.

24. Sistemin resim hafizasi en az 1280x960x16 bit olmalidir.

25. Sistemin Vakum akis semasi monitor tzerinden izlenebilmelidir.

26. Sistem ile birlikte uygun 6rnek tutucusu ve saklama kutusu verilmelidir.

27. Sistem ile metalirjik numuneler de incelenebilmelidir.

28. Sistem ile 3 adet fabrikada 6nceden merkezlenmis tungsten filaman verilmelidir.
29. Sistem ile birlikte asagidaki 6zelliklerde bilgisayar verilmelidir;

- isletim sistemi MS Windows olmalidir.



- Mikroskobun tiim kontrolleri dokunmatik ekran lizerinden yapilabilmelidir. Ekran En az 23”
Multi-touch LCD olmalidir.

- Bilgisayar en az Intel i5 ve 4 MB (cache), 2 GB 6nbellek, 360 GB hard diske, DVD-RW cift
katmanli initesine, klavye ve optik Mouse’a sahip olmaldir.

ALTIN PUSKURTMELI KAPLAMA CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

1. Kaplama cihazi elektron mikroskobunda 6zellikle iletken olmayan numunelerden goériinti
alabilmek icin numuneye altin kaplama yapabiliyor olmalidir.

2. Cihaz 1 dakikada en az 5 nm kaplama, 2 dakikada en az 10 nm altin kaplama yapabilmelidir.
3. Cihaz 4 pascal basing degerinde ¢alismalidir.
4. Kaplama yaparken kullanilacak altinin yerlestirilecegi yuvanin élgiileri ¢cap olarak en az 49.5

mm kalinlik olaraksa en az 0.1 mm olmalidir.

5. Elektrot capi en az 20 mm olmalidir.

6. Numune konulan alanin ¢api en az 70 mm olmalidir.

7. Numune odasinin ¢api en az 86 mm yiksekligi ise en az 100 mm olmahdir.

8. Numune konulan alanin ylksekligi en az 10 mm ila 50 mm arasinda ayarlanabilir olmahdir.
9. Kaplama kalinhgini belirlemek adina, cihazda 0.5 dakika ve 2 dakika arasinda en az 3 adet

farkh siire secenegi olmalidir.

10. Cihaz, istenirse platin kaplama yapmaya elverisli olmalidir.
11. Calisma mesafesi en az 20 mm olmalidir.
12. Vakum pompasinin emis giicti en az 30 L/dk olmalidir.Pompa ile beraber 1 adet pompanin

yag buharini temizleyici filtre verilmelidir
B) KOSULLAR:

1. Cihazin montajindan itibaren, sistem iscilik ve servis dahil her tirlii imalat hatalarina karsi 2
(iki) y1l garantiye sahip olacaktir.

2. Garanti siiresinin bitiminden sonra en az 10 (on) yil siire ile Gcreti karsiligl yedek par¢a temini
ve servis garantisi verilecektir.

3. Sistem ve yan donanimlarinin montaji idarenin istedigi yere satici firmanin uzman ve egitimli
mihendislerince (cretsiz yapilacak, yerinde en az 2 is glini SEM egitimi verilecek, sistem tam,
eksiksiz ve galisir durumda teslim edilecektir.



